
Résume 

On calcule le coefficient de réflexion d'un faisceau lumineux, modulé en fréquence, incident 

sur une interface entre un milieu diélectrique et une vapeur atomique. Cette vapeur est décrite 

comme un ensemble de systèmes à deux niveaux d’énergie, présentant un élargissement 

Doppler, et dont  la largeur de raie est supposée dépendante  de la position de l’atome par 

apport à l’interface diélectrique. On suppose par ailleurs que les atomes sont désexcités sur la 

paroi. La réponse transitoire des atomes est analysée au premier ordre en fonction du champ 

électromagnétique incident. Du coefficient de réflexion calculé linéairement en fonction de la 

polarisation atomique, on déduit une expression formelle de la modulation de réflectivité. On 

analyse le signal de modulation, en l'absence d'interactions atome-paroi, pour des fréquences 

de modulation arbitraires. A grande fréquence, ce signal permet d'explorer à la fois 

l'absorption et la dispersion de la vapeur. Le déplacement et les déformations de raie produits 

par ces interactions sont analysés pour une incidence normale du faisceau lumineux.  

Mots  clés : Spectroscopie de réflexion, vapeur atomique résonnante, Transition atomique , 

Elargissement Doppler.  
 

 

Abstract  

We calculate the reflection coefficient in a modulated frequency (FM) of a light beam 

incident on the interface between a dielectric and an atomic vapor. The vapor is described as a 

resonant gas with two energy levels, affected by  Doppler effect and where the line width 

depend on the atom-dielectric position. Hereafter, the atoms are supposed to be de-excited 

during their collision with the surface. The transient atomic response is calculated in the first 

order versus the incident field. The reflection coefficient’ calculation leads to a formal 

expression of the reflectivity modulation in the aim to predict wall - interactions, for arbitrary 

modulation frequencies. At large frequencies, it can be possible to monitor both vapor 

absorption and dispersion. The analytical theory at normal incidence, allows to predict 

London van der Waals interaction. Le tatter affect and shift the  line-width profile.  

Key Words: Reflection spectroscopy, Resonant atomic vapor, Atomic transition, Doppler 

effect. 

   الملخص 

هذا .انىاسدج عهً انسطح تٍُ وسط عاصل و تخاس دسٌ’انًشتثطح تانتىتش ’َقىو تحساب يعايم الاَعكاط نحضيح ضىئُح 

و أَضا َعتثش إٌ تىتش الاَتقال و عشض انخط يتعهقاٌ ’.انثخاس َعتثش يثم يدًىعح أَظًح راخ يستى وٍَ  ًَثم تىسع دوتهش

َذسط اَتقال انزساخ فٍ . و يٍ خهح أخشي َعتثش اٌ انزساخ انغُش يشعح عهً انحاخض .تًسافح انىسط انعاصل نهكهشتاء 

َستُتح ‘َحسة تاَتظاو يعايم الاَعكاط تذلانح الاستقطاب انزسي . انًشحهح الأونً تذلانح انحقم انكهشويغُاطُسٍ انىاسد

يٍ . يٍ اخم تىتشاخ يعتذنح عشىائُا’ فٍ غُاب انعلاقح تٍُ انزسج و انسطح ’َحهم إشاسج انتعذَم . عثاسج تعذَم الاَعكاسُح

َطثق انُظشَح انعايح عهً دساسح الاَعكاط يٍ . هزِ الإشاسج تسًح تتفحض الايتصاص و انتثعثش نهثخاس’ اخم تىتش كثُش 

 تُُهى نهخط عٍ طشَق انعلاقح َستُتح الاَتقال و انتغُُش. اخم انعلاقاخ تٍُ انزسج و انحاخض حسة ًَىرج فاٌ داس واط

 .انًحههح يٍ اخم انحضيح انضىئُح انىاسدج


